Certificato N. IT10/0653

Il sistema di gestione per la qualita di

Universita per Stranieri di Siena

Sede Principale:

Piazza Carlo Rosselli, 27/28 - 53100 SIENA - Italia
Sede CILS:

Via Bandini, 35 - 53100 SIENA - Italia

Aule Didattiche CLUSS:

Via dei Pispini, 1/A - 53100 SIENA - Italia

& stato verificato ed & risultato conforme ai requisiti di

ISO 9001 / UNI EN 1SO 9001:2008

Scopo della certificazione:

Progettazione ed erogazione di attivita formative di livello
universitario e post universitario. Progettazione ed erogazione di
certificazione CILS (certificazione di italiano come lingua straniera)
e relativa qualifica per i somministratori. Progettazione

ed erogazione di corsi di lingua e cultura italiana a stranieri.

Settore EA: 37

Questo certificato & valido dal 29/07/2013 fino al 29/07/2016.

La validita & subordinata all'esito soddisfacente dell'attivita di sorveglianza periodica.
Ricertificazione da eseguirsi entro il 07/07/2016. :

Rev. 2. Certificata dal 29/07/2010. ACCREDIA N

LENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

Ulteriori informazioni riguardanti lo scopo del certificato e I'applicabilita dei requisiti e it
ISO 9001:2008 possono essere ottenuti consultando I'organizzazione. Nt et Pt £ 127
Autorizzato da

Paola Santarelli

=

SGS ITALIA S.p.A. - Systems & Services Certification
Via G. Gozzi, 1/A 20129 MILANO - Italy
t+390273931 £+3902701094 89 www.sgs.com
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Il presente documento & emesso dalla Societa ed & soggetto alle sue Condizioni Generali
dei Servizi di Certificazione accessibili allindirizzo
www.sgs.comfterms_and_conditions.htm. Si richiama 'attenzione sulle limitazioni di
responsabilita, manleva e foro competente ivi stabififi, L'autenticita di questo documento
pub essere verificata accedendo al sito hitp:/www.sgs.com/en/Our-Company/Certified-
Client-Directories/Certified-Client-Directories.aspx. Qualsiasi modifica non aulorizzata,
alterazione o falsificazione del contenuto o della forma del presente documento & illegale
e i frasgressori saranno perseguibili a norma di legge.




